Fazy dynamiczne w ferroelektrycznych uktadach cigi krysztatow
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Struktura ciekltych krysztatow (CK) jest zazwyczajejadnorodna lub nawet silnie
niejednorodna. W szczegoku, w uktadach smektycznych, tj. w uktadach CK waigacych
uporzadkowanie pozycyjne molekut w plaszczyznach, mdwgorzye sig spontanicznie
makroskopowo die, tréjwymiarowe obszary o innej strukturzez nich otoczenie.
Wystepowanie takich obszaréw, zwanych niezbyt trafniteekl@ami, odgrywa istotnrole w
stabilizacji catych uktadow smektycznych. Problstabilngci struktury CK jest oczywcie
niezwykle wany ze wzgtdu na ich ranorakie zastosowania techniczne tych materiatow,
gtéwnie w konstrukcji ekranow wizyjnych i wwietlaczy. Jednak, zbadanie mechanizmow
tworzenia s¢ defektow i zmian ich standéw dynamicznych wywotdmyzewrgtrznym,
zmiennym polem elektrycznym i zmianami temperatung rownig znaczenie czysto
poznawcze. W zammoici od temperatury, a tak w zalenosci od czstasci i amplitudy
zewretrznego pola elektrycznego, mpgojawia sie w uktadach smektycznych mge fazy
dynamiczne zwizane z rénymi rodzajami ruchu badanych defektow. Pomimo vuyyah
podobigéstw zachowa dynamicznych defektow wygiujacych w CK i domen tworgych

sie w ferroikach, dynamika defektow CK mazdubardziej ztaony charakter, gdywiaze sk

w 0goInaci z lokalnymi zmianami struktury.

Cel naukowy pracy i proponowane metody badawcze

Gtownym celem pracy jest analiza dynamiki defektgwukturalnych w ferroelektrycznych
CK i dynamicznych przemian fazowych dokagmyjch s¢ w materiatach tych pod wptywem
temperatury i zewgirznego pola elektrycznego o zmych amplitudach i estasciach.
Istotnym zamierzeniem pracy, 0 znaczeniu praktyogny jest okrélenie warunkow
zewretrznych (temperatura, pole elektryczne, rodzaj pordghni ograniczagych uktad, itd.),
dla ktérych badane uktady stabilne.

Planowane gnastpujace eksperymenty:

1. Pomiary odpowiedzi elektro-optycznej CK.

2. Wyznaczenie dynamicznejeti histerezy (w czasie rownym okresowi zmieBcio
pola elektrycznego) .

3. Pomiary ciepta whkciwego metod skaningowej kalorymetrii ticowej.

4. Rejestracja obrazéw mikroskopowych CK zyciem szybkiej kamery (do 30 tys.
klatek na sekung.



